XXXI Simposio Peruano de Fisica

Contribution ID : 54 Type : Poster

Caracterizacion de una capa delgada
superconductora de YBCO texturado en-el-plano y
fuera-del plano mediante la difraccion de rayos X

El analisis textural, tanto en-el-plano (in-plane) como fuera-del-plano (out-of-plane), se realiza comunmente
mediante la técnica de difraccién de rayos X (XRD), que permite determinar la orientacion cristalina y el
grado de orden estructural de la muestra. Para el estudio fuera-del-plano, se emplean patrones 6-26, donde se
observan los picos correspondientes a las fases presentes y la intensidad relativa de los planos cristalograficos,
lo que permite identificar la textura preferencial y la calidad epitaxial. En contraste, la caracterizaciéon en-
el-plano se lleva a cabo mediante escaneos ¢ y mediciones de difraccién en geometria asimétrica, revelando
la alineacion de los granos y la uniformidad de la capa sobre el sustrato. Los resultados obtenidos por XRD
son fundamentales para correlacionar la estructura cristalina con las propiedades superconductoras del YBCO,
como la temperatura critica y la densidad de corriente. Una buena texturaciéon en ambos planos favorece el
transporte eficiente de corriente y minimiza defectos que podrian afectar el rendimiento del material. Asi,
la difraccion de rayos X se consolida como la técnica principal para evaluar y optimizar peliculas delgadas
superconductoras de YBCO en dispositivos avanzados.
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